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fur Materialprifung, Qualitatssicherung

und Schweil3technik GmbH
Bereich Entwicklung/Beratung
Rasterelektronenmikroskopie
und
Korrelative Mikroskopie

Ihr Geschaftspartner in Sachen
v' Charakterisierung von Oberflachen
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Hier finden Sie uns:

o~

Brief/Telefax—Antwort Firma/Stempel:
Fax: (0 37 62 ) 95 37-22

img-Ingenieurbetrieb
far Materialprufung, Qualitatssicherung und
Schweiftechnik GmbH

Bereich Entwicklung/ Beratung Name:

1 Ich interessiere mich fir weitere Telefon/E-Mail:

Informationen zu:
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08451 Crimmitschau, Gewerbering 30

Datum, Unterschrift:



Rasterelektronenmikroskopie
Korrelative Mikroskopie

Besonderheiten

e Untersuchung leitfahiger und nichtleitfa-
higer Proben

o Korrelative Mikroskopie: Kombination
der Bildinformationen aus Rasterelekt-
ronenmikroskopie und Lichtmikroskopie

Anwendungsgebiete

Qualitatsanalysen zur Unterstitzung der Quali-

tatssicherung und Produktentwicklung

» Bildhafte Darstellung der Oberflachentopogra-
fie

» Vermessung von Oberflédchenstrukturen und
Dimensionen

» Materialanalyse durch energiedispersive
Réntgenanalyse (EDX)

» Ermittlung der chemischen Zusammenset-
zung (Elementanalyse),

Charakterisierung von diinnen Schichten,
Mehrlagenschichten, Gradientenschichten
» Chemische Zusammensetzung

» Aufbau, Mikrostruktur, Homogenitét

» Schichtdicke

Bewertung von Replikas der ambulanten Me-
tallografie

Gefligeabdruck (42CrMo4)

Beschichtungsfehler

Aufklarung von Schadensfallen

Im Bereich der Schadensfall- und Werkstoffun-
tersuchungen werden wir sachverstandig und
beratend fur Sie tatig.

Wir untersuchen z.B. Werkstoffversagen durch
Bruch, Korrosion und Verschleil3; optische Man-
gel von Oberflachen und andere Mangel. Wir
untersuchen die chemische Zusammensetzung
vieler Werkstoffe und die Zusammensetzung von
Rickstédnden oder Ablagerungen.

» Erweiterung unseres Angebotes der zersto-
renden Werkstoffpriifung durch Elektronen-
mikroskopie,

» Korrelative Mikroskopie: Betrachtung unter
dem Lichtmikroskop héhere Vergré3erung/
Darstellung von Material- und Phasenkontras-
ten (SE und BSE)/ Elementanalyse EDX/
Wiederfinden und Kombination der Bildinfor-
mationen aus verschiedenen Verfahren (ver-
schiedene Detektoren)

» Untersuchung auch nichtleitfédhiger Proben
ohne die sonst notwendige, zusétzliche leitfa-
hige Beschichtung, die in manchen Féllen das
Ergebnis verfélschen kann

Restschmutzanalyse

» Oberflachen (Partikel: Anzahl, Gré3e, Vertei-
lung, chemische Zusammensetzung)
Bauteile

Analyse und Bewertung von Filtern
Kombination der SE- bzw. BSE-Bilder mit
Mappings

Y V V

partikel auf Dichtkugel
filter

Technische Ausstattung

REM - Zeiss EVO® MA10
Beschleunigungsspannung: 0,7 - 30 kV
VergréRerung: < 5 bis 1.000.000fach
Detektoren:
Sekundérelektronen (SE) —Detektor fiir den
Hochvakuum- und VPSE fiir den Niedervaku-
um-Betrieb, Riickstreudetektor (BSE)

EDX - Bruker Quantax 200
Detektor: XFlash® Detektor 410
Nachweisbare Elemente: Bor - Uran

Mikroskop - Zeiss Axio Imager.M2m

mit motorischem x/y/z-Trieb und entsprechender
Software fir Bildanalyse und korrelative Mikro-
skopie

Riss mit Korrosionsprodukten in Kiihlwasserleitung
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